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Задачи, которые ставятся при разработки методики контроля: 
- анализ существующих методов конроля сварных соединений газопро-

водов; 
- определение схемы контроля сварных соединений в процессе монтажа; 
- обоснование предполагаемого использования и анализ прибора для 

рентгенографического контроля; 
- исследование сварных соединений газопроводов и определение крити-

ческих дефектов сварных соединений;  
- обнаружения внутренних и поверхностных (снаружи и изнутри трубы) 

дефектов кольцевого сварного соединения, также определения их размеров; 
- расчет экспозиционной дозы; 
- оценка качества кольцевых сварных соединений при радиографическом 

контроле в зависимости от предела текучести основного металла труб; 
- оценка допустимости дефектов по нормам и оценка качества шва (до-

пуск к дальнейшей эксплуатации, либо требуется вырезка или ремонт). 

 
Рис. 1. Рентгеновский аппарат Eresco 200 MF4-R 

 

В ходе работы была разработана методика контроля стыковых сварных со-
единений с использование рентгеновского аппарата Eresco 200 MF4-R (рис. 1.) 
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A matrix switch connects the electrodes of a semiconductor device (SD) with 
the proper inputs and outputs of the testing system. Bridging the commutation 
matrix points provides the connection of the measuring devices to the SD elec-
trodes for the time of the test of the programmed sequence. Consider that these 
measurements are time consuming and expensive, speeding up the preparation of 
an automated measuring complex for carrying out measurements is very im-
portant. 

The using of the matrix switch with the IPPP-1 meter, which contains 1-4 
meter-sources (MS), allows to automate the measurement of SD parameters, 
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thanks to the use of a personal computer (PC), which is a part of the IPPP-1 and 
can be used to control switchboard. 

The algorithm for the configuring of the closed loops of the matrix switch 
includes the following operations: 

1. The installation of the SD type, according to which the measuring circuit of 
the selected test is showed on the (AIK) display. 

2. Specifying of the names of the testing object loops. 
3. Setting the switch ports to which these loops are connected. 
Till the present time, the information about the testing ports of the switch to 

which the loops of the selected object are connected was not indicated on the 
measurement circuits, because the meter and the switch were two independent 
devices. The proposed algorithm does not require the compilation and the follow-
ing analysis of the measuring circuits of the formed test to determine the switch 
loops that should be closed. That increase the efficiency of the formation of the tests 
when programming (AIC) and significantly simplifies the conception of the switch. 

The algorithm also includes the specifying of the type of the test and measure 
the signals for each SD electrode and installing, in an arbitrary order, the essential 
parameters of the formed test, corresponding to each of the electrodes of the test-
ing object according to the measurement circuit on the (AIK) display. 
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Физический маятник с опорой качения, 
совершающий свободные затухающие коле-
бания, широко используется при исследова-
ниях трения качения [1, 2]. Однако 
использование маятника с опорой на два 
шарика имеет существенный недостаток: 
требуется два идентичных шарика и два 
идентичных образца. 

Целью данной работы является раз-
работать модель устройства для измерения 
параметров трения качения маятниковым 
методом с опорой на один шарик. 




